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Solicitante: Sr. D. Juan Menduifa Fernandez. IGME
Direccion: ¢/ Calera n°® 1 28760 Tres Cantos

Correo electronico: .menduina@igme.es
Teléfone: 91728 61 52 Fax: 81 728 61 50

Fecha recepcion: 07-02-2007 - Fechals de ensayo: 12-02-2007

Muestreo: a cargo del cliente

Procedimiento/s de ensayo:

- Analisis por Difraccion de Rayos X. (PTE-RX-004 ED. 0)

Observaciones:

En el Anexo | se adjuntan los difractogramas del Anélisis por Difraccion de Rayos X (2 hojas)

Los resultados expuestos afectan en exclusiva a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no podra reproducirse; exgepto Q’t su totalidad, sin la aprobacidn escrita del
Laboratorio. #! \-:_.\J\‘

Realizado: [ Eate V’“Bu Jefe dela o de Ensayos Tecnoldgicos
Fdo: Barbara Fdez.-Revuelta Fdezq Duran Fdo:-Santiago detBarrio Martin
‘\";‘3"!-:% S ’ )

Fecha: 14-febrero-2007

Las muestras quedaran a disposicién del solicitante durante un periodo de tres meses siguientes a
la emisién y entrega de este informe, a partir de los cuales podran ser eliminadas.

SEDE CENTRAL:
Rios Rosas, 23
28003 MADRID
Teléfono 91 349 5700
Fax 91 442 6216
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INFORME DE LABORATORIO N° 06/187-02 Hoja 2 de 2

1 Identificacion de las muestras.

Identificacion cliente | Identificacion laboratorio
CcoLz 06/187-08
BER 06/187-20

2 Analisis por Difraccién de Rayos X. (PTE-RX-004 ED. 0).

Método del polvo cristalino. Medida en equipo XPERT PRO de PANALYTICAL. Tubo de Cobre, monocromador de
grafito y rendija automatica. Se ha utilizado el software High Score de PANALYTICAL y la base de datos ICDD.

Identificacion cliente Mineral Principal Minerales secundarios
COL2 Cuarzo, Albita, Anortoclasa, Folgopita Clinocloro
BER Cuarzo, Clinocloro, Biotita, Moscovita Albita

En el Anexo I se adjuntan los Difractogramas correspondientes al Analisis por Difraccién.de-Rayos X de las dos
...'..“3’ A
muestras. ‘, Q;b\i wWina: 1 Ja
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